
7

Оптика и спектроскопия
Optics and Spectroscopy

Для используемого в работе ПЖК величина ∆nd (∆n – оптическая анизотропия, d – толщина слоя) 
составляла 0,14 мкм. Таким образом, последовательное выполнение этапов 1– 6 (см. рис. 2) позволило 
изготовить одномерную фазовую ЖК-решетку с периодом 20 мкм. Повторное выполнение этапов 2– 6 
обеспечило изготовление многослойной двумерной дифракционной ЖК-структуры с взаимно ортого-
нальными направлениями штрихов. Следует отметить, что вторая пленка водорастворимого азокра-
сителя AbA-2522 наносилась на поверхность УФ-отвержденного ПЖК без буферного слоя (этап 7 ), 
поскольку выбранный материал характеризуется отсутствием необходимости использования агрессив-
ных растворителей, что является важным технологическим преимуществом. Двухстадийное облуче-
ние второй пленки азокрасителя (этап 9) также реализовывалось с помощью амплитудной фотомаски 
(Λ2 = 10 мкм), повернутой на угол 90° относительно ее положения на этапе 4.

Представленная технология позволяет в общем случае изготавливать многослойные дифракционные 
оптические структуры с различными профилями и (или) периодами фазовых решеток. На рис. 3 при-
ведены микрофотографии пропускающей двумерной фазовой ЖК-решетки (Λ1 = 20 мкм, Λ2 = 10 мкм) 
в поляризованном свете, полученные с помощью поляризационного микроскопа. Изготовленный об-
разец характеризуется бездефектной многодоменной ориентацией ПЖК, формирующей анизотропную 
фазовую решетку с прямоугольным профилем штриха.

Экспериментальное исследование дифракционных свойств разработанных фазовых ЖК-решеток 
осуществлялось с помощью установки, схема которой представлена на рис. 4. Линейно-поляризованное 
излучение гелий-неонового лазера с длиной волны 633 нм направлялось перпендикулярно плоскости 
ЖК-решетки. Для поворота плоскости поляризации входного излучения применялась полуволновая 
пластинка. Интенсивность дифрагированного излучения регистрировалась в xy-плоскости с помощью 
высокочувствительного фотодетектора, перемещаемого при помощи микроподвижек вдоль направле-
ния пространственных осей x и y. Для исследования состояния поляризации дифрагированных свето-
вых пучков использовался анализатор.

Рис. 2. Основные этапы (1–11) процесса изготовления многослойной дифракционной ЖК-структуры 
Fig. 2. Key steps (1–11) of the manufacturing process of multilayered diffractive liquid crystal structure

Рис. 3. Поляризационные микрофотографии двумерной дифракционной ЖК-решетки  
при различных углах между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора:  

а – 0°; б – 45°; в – 90°
Fig. 3. Polarization microphotographs of a two-dimensional diffractive LC grating  

at different angles between the transmission planes of the polarizer and the analyzer:  
а – 0°; b – 45°; c – 90°


